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Cel przedmiotu: 
Znajomość zagadnień i umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów pomiarowych 
Treści kształcenia: 
Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem i tworzeniem aplikacji pomiarowych stanowiących wirtualne przyrządy pomiarowe, kontekście systemów skupionych jak i rozproszonych. Program zajęć obejmuje zagadnienia związane z możliwościami jakie oferują współczesne karty zbierania danych i interfejsy umożliwiające komunikację z przyrządami autonomicznymi. Obejmuje on także tematykę związaną z wykorzystaniem technik przetwarzania sygnałów pomiarowych (jedno i dwuwymiarowych) i ich analizy w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz na płaszczyźnie czas-częstotliwość, zastosowaniem baz danych w systemach pomiarowych oraz problemy związane z rozproszoną strukturą systemu pomiarowego tj. przesyłanie sygnałów pomiarowych, synchronizację danych pomiarowych, zdalny dostęp do systemu pomiarowego, a także identyfikację użytkownika.
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